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SC 77A/Publication 61000-4-11 (2004), Second edition/I-SH 01
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-11: Testing and measurement techniques —
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests
INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee 77A: Low frequency
phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility

The text of this interpretation sheet is based on the following docum

ISH Report on voti)xg\

TTAI726/1SH 77A/731/RV\

n be found in the

Interpretation of the rise-time and fall-ti i ents during EUT testing in IEC
61000-4-11:2004: Electromagnetic /com at|' EMC) - Part 4-11: Testing and
measurement techniques - Voltage di erruptions and voltage variations

Table 4 is for generato
2) With referen
rise-time and falltin

parameters during

3) With referenc ) : the requirements apply to design and calibration of the
generatoy iren ts_of Table 4 only apply when the load is a non-inductive 100 Q

here is no requirement in 61000-4-11:2004 for
T; therefore, it is not necessary to measure these
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SC 77A/Publication 61000-4-11 (2004), Deuxiéme édition/I-SH 01
COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4-11: Techniques d'essai et de mesure —

Essais d'immunité aux creux de tension, coupures
bréves et variations de tension

FEUILLE D'INTERPRETATION 1

Cette feuille d’interprétation a été établie par le sous-comité 77A: nomenes basse

fréquence, du comité d'études 77 de la CEIl: Compatibilité électromagnétig

Le texte de cette feuille d’interprétation est issue des documents su{vant

ISH Rapport de vgkte \

77A/726/FDIS 77A/7@M\ \
N\

1e toute information sur le vote ayant

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus/don
abouti a I'approbation de cette feuille d’interprétati

Interprétation des exigences pour /les temp

pendant les essais d’EST dans la C -4- : : Compatibilité électromagnétique
(CEM) Partie 4-11: Te e sai € mesyre — Essais d’immunité aux creux de

(équipement
conception d

2) En ce qui copge ) et le Tableau 2, il n’'y a pas d’exigence dans la
CEI 61000-4<11:2004 p ps de montée et le temps de descente lorsque I'on
essaie 'E3Y Qi, il N’est pas nécessaire de mesurer ces parametres pendant
les essai

3) En on®erne le\Tableau 4, toutes les exigences s’appliquent a la conception et a
I’étalo eur. Les eX|gences du Tableau 4 s appllquent seulement quand la

s’appliquent pas_pendant I’essai de 'EST.
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